Dersin Adi Malzemelerin ileri Karakterizasyon Teknikleri
Dersin Kodu Sinifi Yariyih T+U+L Saat AKTS
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Dersin Dili Almanca

Dersin Diizeyi Lisans X Yiiksek Lisans Doktora
Boliimii/Programi Malzeme Bilimi ve Teknolojileri

Egitim Tiiri Orgiin Ogretim

Dersin Tiiri Zorunlu Secmeli X

Dersin Amaci

Ogrencilerin ileri karakterizasyon teknikleri hakkinda bilgi ve tecriibe sahibi olmasi.

Dersin Igerigi

X-Isinlan Difraktometresi; Kristal yapi analizi, faz analizi, elementer analiz, Elektron
mikroskopisinin temelleri; Taramali elektron miroskobu (SEM), Gegirimli elektron
mikroskobu (TEM), Elektron difraksiyonu, TEM igin numune hazirlama, X-Isinlari
fotospektrometresi (XPS), Auger Elektron Mikroskopisi (AES), ikincil iyon kiitle
spektrometresi (SIMS), Atomik gig¢ mikroskopisi (AFM), Taramal tinelleme mikroskopisi
(STM)

On Kosullari

Dersin Koordinatorii

Dersi Verenler

Dr. Ogr. Uyesi Duygu Ekinci

Dersin Yardimcilari
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Dokiimanlar

Odevler

Sinavlar




Matematik ve Temel Bilimler

Miihendislik Bilimleri

Miihendislik Tasarimi

Sosyal Bilimler

Egitim Bilimleri

Fen Bilimleri

Saglik Bilimleri

Alan Bilgisi

Yariyil Ici Calismalar Sayisi Katki%
Ara Sinav 1 40%
Kisa Sinav %
Odev %
Devam %
Uygulama %
Proje %
Yariyill Sonu Sinavi 1 60%
Toplam 100%

Etkinlik Sayisi Siiresi Toplam is Yiikii(Saat)
Ders Siiresi 15 2 30
Sinif Dis1 C. Siiresi 10 10 100
Odevler 12
Sunum/Seminer Hazirlama
Ara Sinavlar 1 5 2
Uygulama 15 1 15




Laboratuvar 15 2 30

Proje

Yariyill Sonu Sinavi 1 2 2

Toplam is Yiikii 179

Toplam is Yiikii / 30 (s) 5,97

Dersin AKTS Kredisi 6

Dersin Ogrenme Ciktilari

Sira No Aciklama

1 Ogrencilerin ileri karakterizasyon teknikleri hakkinda bilgi ve tecriibe sahibi olmasi.

2

Hafta Konu On Hazirhik Dokiimanlar

1 Celik doniisim davranisinin metalografik
analizi

2 CdTe ince film glines hiicrelerinin
hazirlanmasi ve karakterizasyonu

10
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13

14
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